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                                                               E M E N T A 

Introdução à microscopia eletrônica de transmissão. O equipamento e a interação feixe de 
elétrons – matéria. Preparação de amostras. Modalidades de imagem e princípios de contraste. 
Difração de elétrons por cristais. Aplicações do microscópio eletrônico de transmissão em materiais 
metálicos, poliméricos e cerâmicos. 
 
                                                  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

I. A microscopia eletrônica de transmissão 
a. O microscópio eletrônico de transmissão (MET) e sua evolução 
b. Por que utilizar o MET 
c. Materiais estudados através do MET 
d. Limitações da técnica 

 
II. O instrumento e a interação elétrons – matéria 

a. O sistema de iluminação 
b. As diferentes fontes de elétrons 
c. Lentes e aberturas 
d. Detectores 
e. Espalhamentos elásticos e inelásticos de elétrons 
f. Difração de elétrons 

 
III. Preparação de amostras 

a. Porta-amostras no MET 
b. Importância da espessura da amostra 
c. Passos de preparação de amostras 

 
IV. Formação de imagem e contraste no MET 

a. Imagens de campo claro 
b. Imagens de campo escuro 
c. Contraste de massa 
d. Contraste de difração 

 
V. Difração de elétrons e a estrutura cristalina dos materiais 

a. Difração de um plano de átomos 
b. Difração de um cristal 
c. Difração de feixe paralelo/convergente 
d. Fundamentos do espaço recíproco 
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e. Difração de estruturas CCC, CFC e HC 
VI. Aplicações 

a. Materiais metálicos 
b. Materiais poliméricos 
c. Materiais cerâmicos 

 
VII. Atividades práticas 

a. Conhecendo o MET 
b. Preparação de amostras 
c. Demonstração das técnicas de imagem 
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